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１．概要（Summary）

微粒原料の焼結はセラミックス、金属、ガラスなど製造

プロセスとして広く使用されているが、これまでの理論や

モデリングでは実際の複雑な焼結現象を表現するにはい

まだ不十分であり、プロセス効率化のためには焼結挙動、

その背後にある焼結応力の解明が重要である。利用者ら

はこれまでにガラスの粘性焼結について X 線マイクロトモ

グラフィーを用いた焼結体の微構造の解析、焼結応力の

評価を行ってきた[1][2]。今回は、多結晶材料の焼結体

の微構造解析を目指して、早稲田大学ナノテクノロジープ

ラットフォームの設備を利用して、サブミクロン粒径の Au
粒子焼結体について、FIB-SEM トモグラフィーにより 3
次元構成体を作製し、その微構造を解析する予定であ

る。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

集束イオン/電子ビーム加工観察装置（日立ハイテク

社製/NB-5000）

【実験方法】

試料はアルミナ基板上に平均粒径 0.3μm の Au 粒子

ペーストを塗布し、焼結したものをエポキシ樹脂に含浸、

観察断面をクロスセクションポリッシャーで FIB-SEM トモ

グラフィー加工用に処理を行っている。これについて

NB-5000 を用いて Fig.1 のような形で mill and monitor 
を行い、3 次元構成体の作製を行う。

３．結果と考察（Results and Discussion）

作製した試料の FIB-SEMトモグラフィー加工用の観察

断面の SEM 像を Fig.2 に示す。この観察断面に Fig.1
のような形で観察体積を加工し、mill and monitor で 3
次元構成体を作製する予定である。
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Fig. 1 mill and monitor
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